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В настоящем сообщении представлены результаты исследования вли-

яния самодифракции световых волн на свойства отражательных голо-
грамм в кубических фоторефрактивных пьезокристаллах Bi^SiO20 и 
Bi12TiO20 срезов (001) и (221) (геометрию взаимодействия см. в [1]). При 
теоретическом моделировании используется метод связанных волн [2]. 
Принимаются в расчет электрооптический, фотоупругий, пьезоэлектри-
ческий эффекты, а также естественная оптическая активность фоторе-
фрактивного кристалла. 

Установлено, что в линейном режиме голографической записи про-
цессы самодифракции оказывает существенное влияние на свойства от-
ражательных голограмм в фоторефрактивных кристаллах силленит-типа. 
Включение в теоретическую модель эффекта самодифракции приводит к 
количественным и качественным изменениям в зависимости относи-
тельной интенсивности предметной волны от толщины кристалла и ази-
мута поляризации световых волн. При этом в кристаллах среза (001) 
максимальное изменение экстремальных значений энергообмена имеет 
место при толщине образца, равной d = л/р, где d - толщина кристалла, р 
- удельное оптическое вращение. В кристаллах среза (221) снижение от-
носительной интенсивности предметной волны под вилянием самоди-
фракции растет с увеличением толщины кристалла. В кристаллах срезов 
(001) и (221) толщиной d = л/(2р) учет самодифракции приводит к уста-
новлению зависимости перекачки интенсивности от азимута поляриза-
ции волн на входе в кристалл. 
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